仪器名称：高采集速率超快瞬态吸收谱仪
数量：1套，国产
用途：监测半导体材料内部载流子动力学；

技术指标：
1. 光谱范围
1.1 系统光谱工作范围：350-1700nm （1030 nm 左右范围为激光器波长饱和区域） 
2. 时间延迟线
2.1 时间延迟窗口: 4 ns，延迟分辨率：<3fs
2.2 延迟线速度:400 mm/s  
2. 光谱仪
2.1 光谱仪焦距：300 mm
2.2 光栅数量：>=3
2.3 双通道光谱仪，350-1600 nm全波段自动控制光栅和探测器切换，无需手动操作。
3. 光探测器
3.1 采用线阵列 CMOS 传感器
3.2 探测光谱范围：350-1000 nm (可见光探测器)，1000-1700 nm (近红外探测器)
3.3 探测器光谱采集速率：10KHz （350-1000 nm）；10KHz（1000-1600 nm）
4. 白光晶体
4.1可产生350nm-1700nm的白光
5. 样品夹持
5.1 提供固体、液体比色皿样品夹具
5.2 磁搅拌样品池
6. 控制软件
6.1 系统自带软件，可实现对系统整体控制，自动数据采集处理，提供2D、3D数据图谱
6.2分析瞬态吸收数据软件系统，提供动力学拟合，时间零点修正等功能
6.3 终身免费升级维护
6.4 提供主流配置电脑一台
安装及售后服务
质量保修期为自验收合格之日起整机为2年（但不超过发货之日起13个月）。
在收到用户故障信息后， 24小时内响应，2个工作日内提供解决方案。
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